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概 要 
 

 
ＭＡＰＳ１１は４０６２ＵＸ／４０７０シリーズおよびフルオートプローバを使用し、半導体の特性測定・評価

を容易にかつ高速で行っていただくために、測定に必要な各種の設定機能、自動測定機能、測定データの一次解

析機能等を組み合せたプログラムです。 
操作性を重視したソフトウェアですので，導入後すぐに測定・評価が行えますし、生産ラインへの自動化にもお

おいに貢献します。 
また一般的な測定アルゴリズムや解析方法は標準機能として組み込んでおりますが、ＨＰＢＡＳＩＣ／ＵＸを使

用して開発しておりますので、お客様での機能追加／改造も容易に行うことができます。さらに既存資産の有効

活用も考慮しておりますので、従来からお使いの４０６２用の測定アルゴリズムを組み込むことも可能です。 
ＭＡＰＳ１１ ｖｅｒ３．Ｘでは従来のＭＡＰＳ１１のアルゴリズム設定テーブルを、これまでＭＡＰＳ４０６
２をお使いのお客様は、従来のアルゴリズム、テストプラン、ＰＰＧファイルはすべて上位互換で使用できます

し、データファイルもＭＡＰＳ１１の解析機能を使用できます。 
ＭＡＰＳ１１ ｖｅｒ３．Ｘはｖｅｒ１．Ｘのテストプランの概念をＴＥＧ設定，テストテーブルの組み合わせ
に変更することも可能ですし、ｖｅｒ２．Ｘで廃止になったＪＵＤＧＥＭＥＮＴファイルの概念を再度組み込ん

でおります。 
このことで、従来のＭＡＰＳ４０６２，ＭＡＰＳ１１ Ｖｅｒ１．Ｘ，ＭＡＰＳ１１ ｖｅｒ２．Ｘすべてのお客
様からバージョンアップも可能になっております。 

 
 
 



 
プログラム構成 
 

メインメニュー 
測定メニュー 

自動測定 
手動測定 
全自動測定  ※４ 
リークテスト 
プローバコントロール 
テスター初期化 
ホットキャリア測定 ※３ 

測定設定メニュー 
テストテーブル設定 
ＴＥＧ設定 
テストプラン設定 
判定値設定 
プロービング設定 

データ解析メニュー 
デジタル表示 
ウェハサマリ 
ロットサマリ 
数値ウェハマップ 
ウェハマップ 
ヒストグラム 
トレンドチャート 
レポート出力 
データリンク 
特性グラフ  ※１ 
ＦＬＡＳＨグラフ  ※２ 

システム設定メニュー 
アルゴリズム設定 

アルゴリズム編集 
測定プログラム再構成 
ＢＡＳＩＣエディタ 
パッドテーブル読み込み 

パッドテーブル設定 
ピンコンバート 
システムセットアップ 
レシピファイル設定 ※４ 

 
 
 

※１ 特性グラフはＳＷＥＥＰ機能オプションを追加された場合 
※２ ＦＬＡＳＨグラフＦＬＡＳＨ機能オプションを追加された場合 
※３ ホットキャリア測定はホットキャリアオプションを追加された場合 
※４ 全自動測定とレシピファイル設定は、ＢＣＲ自動測定オプションを追加された場合 

 
 



 
各プログラム、ファイルの流れ 
 

アルゴリズム設定アルゴリズム設定アルゴリズム設定アルゴリズム設定    

システムセットアップシステムセットアップシステムセットアップシステムセットアップ  

テストテーブル設定テストテーブル設定テストテーブル設定テストテーブル設定    

ＴＥＧ設定ＴＥＧ設定ＴＥＧ設定ＴＥＧ設定    

テストプラン設定テストプラン設定テストプラン設定テストプラン設定    

判定値設定判定値設定判定値設定判定値設定    

プロービング設定プロービング設定プロービング設定プロービング設定    

アルゴリズム定義ファイルアルゴリズム定義ファイルアルゴリズム定義ファイルアルゴリズム定義ファイル    

システムセットアップファイルシステムセットアップファイルシステムセットアップファイルシステムセットアップファイル    

テストテーブルファイルテストテーブルファイルテストテーブルファイルテストテーブルファイル    

ＴＥＧファイルＴＥＧファイルＴＥＧファイルＴＥＧファイル    

テストプランファイルテストプランファイルテストプランファイルテストプランファイル    

判定値ファイル判定値ファイル判定値ファイル判定値ファイル    

プロービングファイルプロービングファイルプロービングファイルプロービングファイル    

自動測定自動測定自動測定自動測定    データファイルデータファイルデータファイルデータファイル    

データ解析データ解析データ解析データ解析    



 
プローバドライバ 
ＭＡＰＳ１１専用のプローバドライバの開発により、任意ウェハの抜き取り、ホットチャックの温度制御等も可

能になり、また、アルゴリズム開発時やテストプラン／ＴＥＧ設定時に任意のプローバコントロールが行えます。 
プローバの動作履歴はＬＯＧファイルに自動保存しますので、測定／制御時のトラブルの対処にも役立ちます。 
コマンドモードは標準でＴＥＬオリジナルモード、ＴＳＫオリジナルモード、ＴＳＫ（ＭＡＰＳ１１）モードに

対応します。それ以外のプローバメーカのコマンドにもカスタマイズ致します。 
またこのプローバドラーバを使用して、プローバ単体の制御も可能になります。他の測定器を使用したデータの

検証等にも、同一プローバでの測定環境を実現できます。 
 
 
測定アルゴリズム 
ＭＡＰＳ１１ Ｖｅｒ３．Ｘではお客様が登録できるアルゴ
リズム数は２００項目×１０グループで、最大２０００項

目までシステムに組み込みが可能です。 
測定対象品種や使用するセクション毎にアルゴリズムグル

ープを分けて管理できます。 
また、各グループは独立したテーブルファイルになってお

りますので、アルゴリズムグループ間のコピー、移植等も

簡単に行えます。 
従来どおり測定アルゴリズムはＢＡＳＩＣで記述しており

ますので、４０６２／４０７０シリーズでのすべての機能

に対応します。また、測定以外のＢＡＳＩＣ／ＵＸでの機

能も使用できますので、測定結果の演算処理、グラフ表示、

ファイル出力等も自由に行えます。 
ＳＷＥＥＰ機能オプションにはグラフ表示機能、データフ

ァイル保存機能もアルゴリズムから呼び出せるライブラリ

として供給します。 
 
 
 
 
 
 
プロービング設定 
ウェハサイズ、チップサイズ、測定チップ位置、ＴＥＧ位

置等の情報を設定します。測定時にはこの情報をもとにフ

ルオートプローバを制御します。測定チップ配置、測定チ

ップ等は、実際のウェハにより近い感覚で設定できますの

で、測定時のプローバ操作でのミスを最小限にできます。 
Ｖｅｒ３．Ｘから、プローバのイニシャルチップと、測定

開始チップを別の概念で登録できますので、プローバでの

同一品種ファイルを使用しても、そのイニシャルチップ位

置に関わらず任意の位置から測定を開始できます。 
 
 
 



 
テストプラン 
測定チップ単位に、測定項目とその測定条件を設定します。

ＭＡＰＳ１１で組み込んだアルゴリズムを使用して、最大

２０００項目まで測定手順を組み込むことができます。 
チップ内の複数のＴＥＧに対する測定にも対応します。 
従来のＭＡＰＳ４０６２／ＭＡＰＳ１１で使用していたテ

ストプランの機能をそのまま使用できます。１つのテスト

プランには最大５００ＴＥＧ／２０００Ｉｔｅｍの登録が

可能です。 
 
 
 
判定テーブル 
テストプランに組み込まれた各測定項目に対するＰＡＳＳ

／ＦＡＩＬ判定のためのテーブルです。 
この判定値をもとに測定中にチップ、ウェハ、ロット単位

で判定を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
ＴＥＧ設定 
測定ＴＥＧ毎に順次測定アルゴリズムを組み込み、ＴＥＧ

ファイルとして保存できます。あわせて、判定基準の設定

も行います。 
またこのＴＥＧファイル内で判定値の設定を最大５種まで

設定できます。 
このＴＥＧファイルを使用することにより、測定デバイス

毎にテストプランを作成しなくても、同じ測定設定を何度

でも利用できます。 
 
 
 
テストテーブル 
ＴＥＧ設定で作成されたＴＥＧファイルを組み合わせ、測

定のシーケンスを組み立てます。測定ＴＥＧ数，判定レベ

ル、ＴＥＧ位置情報はこの段階で設定できます。 
1 つのテストテーブル内には最大５００ＴＥＧ／２０００
Ｉｔｅｍまで組み込むことが可能です。 

 
 
 
 
 
 



 
自動測定 
テストプラン／テストテーブル、プロービングファイル等

の指定で自動測定が可能です。一度に複数ロットの測定が

可能で、ロット毎に違ったテストテーブル、プロービング

ファイルを指定することもできます。 
対応プローバであれば任意のウェハの抜き取り測定もでき

ますし、測定毎にオンラインレポートの出力や、ネットワ

ークコンピュータへのデータ転送機能の組み込みも容易に

行えます。 
測定時にはＬＯＧファイル、ステータスファイルに動作状

況を出力しますので、測定時のトラブル対処にも役立ちま

す。 
データファイルはＡＳＣＩＩ形式で出力しますので、ＭＡＰＳ１１のデータ解析機能に限らずＥＸＣＥＬ等のＷ

ｉｎｄｏｗｓアプリケーションでの解析も容易に行えます。 
また、測定時には各チップ／ウェハの判定結果とともに終了予測時刻を常に表示します。 

 
 
手動測定 
自動測定と同様な測定設定を行い、任意のウェハ、チップでの測定を行うことができます。手動測定を行ったデ

ータはデータファイルにはＳＡＶＥしませんが、その都度プリンタに出力が可能です。 
 
 
判定機能 
ＴＥＧ設定／テストテーブルもしくはテストプラン／判定値ファイルを使用しますと、２種類の判定値を持つこ

とができます。 
この判定値はＡＮＤ，ＯＲ等の組み合わせができますので、お客様の従来の判定方法により近い判定方法を標準

機能で実現できます。 
 
 
終了時刻予測 
自動測定時は画面とステータスファイルに終了予測時刻を出力します。 
ステータスファイルはＰＣ等でも参照できますので、オフィスからクリーンルーム内のテスタの測定終了時刻や

測定状況が確認できます。 
 
 
リークテスト 
スウィッチングマトリクスのピン先、もしくはプローブカ

ードの針先までのリーク量の測定を行えます。このリーク

テストの結果はプリンタ／ＡＳＣＩＩファイルに出力でき

ます。 
 
 
 
 
 
 
 



 
データ解析機能 
ＭＡＰＳ１１で測定したデータは標準の解析機能で一次解析を行うことができます。 
データ解析機能としてデジタル表示、ウェハサマリ、ロットサマリ、数値ウェハマップ、グラフィックウェハマ

ップ、ヒストグラム、トレンドチャート等を標準機能として用意しています。 
また、分割して測定を行ったデータファイルをリンクする機能および、測定時のオンラインレポートを再出力す

ることもできます。 
 

 

 

 

 



 
ファイルバージョン管理機能 
測定結果に影響を及ぼすＴＥＧ、テストテーブル、プロービングの各ファイルはバージョン管理を行い、各バー

ジョン毎にバックアップを自動的に行います。また測定時には選択されたＴＥＧファイルのチェックサムも表示

しますので、同一条件での測定であることの確認を容易に行えます。 
さらに上記ファイルおよび各アルゴリズムには作成者の記述ができ、トラブル時の対応も容易に行えるようにな

ります。 
 
 
モニタ／ログ機能 
ＭＡＰＳ１１の全ての動作記録やプローバとの通信記録をログファイルに記録しますので、テスターの使用状況

の管理、トラブル時の調査等に役立てることができます。また、測定時等にテスターの使用状況／終了予測時刻

をクリーンルームに入ることなく監視できます。 
 
 
パッドテーブル機能 
パッドテーブルを使用することによって、スウィッチングマトリクスのピン番号とプローブカードのピン番号を

自動的に変換しますので、テストプラン等のピン番号入力はプローブカードのピン番号を使用して入力が行えま

す。 
 
 
ピンコンバート機能 
一度作成したテストプランやＴＥＧ設定のピン番号を一気に設定ピン番号に変換できます。このことにより、工

場間でのテストプラン／ＴＥＧファイルの移管や、プローブカードの変更に容易に対応できます。 
 
 



 
ＳＷＥＥＰ機能オプション 
Ｉ－Ｖ／Ｃ－Ｖ測定を行うＳＷＥＥＰ機能オプションは、

アルゴリズム内でＳＷＥＥＰ測定を行った場合のグラフ表

示、データＳＡＶＥ等を行うライブラリを供給します。ま

た、データ解析で上記ライブラリを使用してＳＡＶＥした

データをグラフ表示することができます。 
 
 
 
 
 
 
ＦＬＡＳＨ機能オプション 
４０７２／４０７３をサポートすることにより、パルスジ

ェネレータから書き込み、消去、繰り返し等のパルスを容

易に出力できるようになります。 
ＦＬＡＳＨデバイス測定に必要な書込みパルス６種類、消

去パルス８種類、繰返しパルス３種類、初期化４種類、デ

ータＳＡＶＥ機能の各アルゴリズムとデータ解析でのグラ

フ表示機能を組み込みます。 
 

 
 
 
 
ホットキャリア測定オプション 
ＭＡＰＳ１１のテストプラン／ＴＥＧ設定、プロービングパターンを使用し、ホットキャリア測定を全自動で測

定できます。このオプションで長時間の信頼性測定を自動で行うことが可能になります。 
 
 
自動化オプション 
バーコードリーダを使用して、あらかじめ設定された測定条件で自動的に測定が行えます。このオプションを使

用するとオペレータの操作ミス等を未然に防止できますし、測定の効率化も行えます。 
自動化の組込みに関しては、お客様の現在の操作状況に合わせてプログラム致します。 

 



 
ＰＣオプション 
テストプラン／ＴＥＧファイル設定、プロービングファイ

ル設定、データ解析等、ＭＡＰＳ１１のなかの測定器に関

わる部分を除いて、ほとんど全ての機能を、Ｗｉｎｄｏｗ

ｓ環境のＰＣで実行できます。 
ネットワークの共有アプリケーションによってＵＮＩＸ上

のＭＡＰＳ１１の設定ファイル／データファイルを共有し

た場合、オフィスからリアルタイムに全ての測定設定／デ

ータ解析が可能になります。 
 
※ ＰＣオプションに関しては別途ＰＣオプションカタロ
グをご参照ください。 

 
 
カスタマイズ 
お客様のご使用状況に合わせた操作環境、特殊な測定、従来の機能の移植等、標準機能以外でのご要望に対して

機能の付加、改造を行ってご納入することも可能です。 
 



 
標準組み込みアルゴリズム 
 
ＦＥＴ 

ＢＶＤＳＳ  ドレイン・ソース間降伏電圧  ［ゲート・ソース間短絡］ 
ＢＶＤＳＶ  ドレイン・ソース間降伏電圧  ［ゲート電圧印加］ 
ＢＶＧＳＯ  ゲート・ソース間降伏電圧  ［ドレイン開放］ 
ＢＶＧＤＯ  ゲート・ドレイン間降伏電圧  ［ソース開放］ 
ＢＶＧＤＳ  ゲート・ドレイン間降伏電圧  ［ソース・ドレイン間短絡］ 
ＩＧＬ   ゲート漏れ電流  ［ソース・ドレイン短絡］ 
ＩＤＬ   ドレイン漏れ電流  ［ゲート・ソース間短絡］ 
ＩＳＬ   ソース漏れ電流  ［ゲート・ドレイン間を短絡］ 
ＩＤＳ   ドレイン電流  ［ゲート電圧印加］ 
ＩＳＤ   ソース電流  ［ゲート電圧印加］ 
ＶＴＨ０   しきい値電圧  ［サブスレッショルド領域］ 
ＶＴＨ１   しきい値電圧  ［飽和領域］ 
ＶＴＨ２   しきい値電圧  ［飽和領域  ２点測定］ 
ＶＴＨ２ｍ  しきい値電圧  ［飽和領域  ｎ点最小二乗法測定］ 
ＶＴＨ３   しきい値電圧  ［飽和・非飽和両領域  ニュートン法］ 
ＶＴＨ４   しきい値電圧  ［飽和・非飽和両領域  ２分法］ 
ＶＴＨ５   しきい値電圧  ［飽和・非飽和両領域  ＡＦＵ使用］ 
ＳＯ   サブスレッショルドスウィング 
Ｉｓｕｂ   基板電流 
Ｉｓｕｂ＿ｍａｘ  基板電流最大値 
Ｖｇ＿ｍａｘ  ゲート電圧［基板電流最大時］ 
Ｖｔｈ７１Ｌ  しきい値電圧  ［４０７１コマンド］ Linear region 
Ｖｔｈ７１Ｓ  しきい値電圧  ［４０７１コマンド］ Saturated region 

バイポーラ 
ＢＶＣＢＯ  コレクタ・ベース間降伏電圧  ［エミッタ・オープン］ 
ＢＶＥＢＯ  エミッタ・ベース間降伏電圧  ［コレクタ・オープン］ 
ＢＶＣＥＯ  コレクタ・エミッタ間降伏電圧  ［ベース・オープン］ 
ＢＶＣＥＳ  ベース・エミッタ間降伏電圧  ［ベース・エミッタ短絡］ 
ＢＶＣＥＶ  コレクタ・エミッタ間降伏電圧  ［ベース電圧印加］ 
ＢＶＣＥＩ  コレクタ・エミッタ間降伏電圧  ［ベース電流印加］ 
ＢＶＥＣＯ  エミッタ・コレクタ間降伏電圧  ［ベース開放］ 
ＩＣＥＯ   コレクタ・エミッタ間遮断電流  ［ベース開放］ 
ＩＣＢＯ   コレクタ・ベース間遮断電流  ［エミッタ開放］ 
ＩＥＢＯ   エミッタ・ベース間遮断電流  ［コレクタ開放］ 
ＩＣＥＳ   コレクタ・エミッタ間遮断電流  ［ベース・エミッタ短絡］ 
ＩＣＥＶ   コレクタ・エミッタ間遮断電流  ［ベース電圧印加］ 
ＩＢＣＯ   ベース・コレクタ間電流  ［エミッタ開放］ 
ＩＢＥＯ   ベース・エミッタ間電流  ［コレクタ開放］ 
ＩＥＣＯ   ベース・エミッタ間電圧  ［コレクタ開放］ 
ＶＢＣＯ   ベース・コレクタ間電圧  ［エミッタ開放］ 
ＶＣＥｓａｔ  コレクタ・エミッタ飽和電圧 
ＶＢＥｓａｔ  ベース・エミッタ飽和電圧 
ＶＥＣｓａｔ  エミッタ・コレクタ飽和電圧 
ＨＦＥ   直流電流増幅率 
ＨＦＥ１   直流電流増幅率  ［ＡＦＵ使用］ 
ＩＢ   ベース電流 
ＨＦＥＲ   直流電流増幅率  ［コレクタ・エミッタ逆接続］ 
ＩＢＲ   逆接続ベース電流 

その他 
Ｒ２ｔ   ２端子抵抗測定 
Ｒ４ｄ   ４端子抵抗測定  ［差動電圧測定］ 
Ｒ４ｔ   ４端子抵抗測定 
Ｒ４ｆ   フォン・デア・ポウ４端子抵抗測定 
Ｃａｐ   容量測定  ［４２８０Ａ使用］ 
Ｃａｐ８４  容量測定  ［４２８４Ａ使用］ 
Ｇｐａｒａ  Ｃａｐ，Ｃａｐ８４で容量測定をしたときのコンダクタンス 
Ｔｅｍｐｓｅｔ  ホットチャック温度設定 



Ｔｅｍｐｒｅｓｔ  ホットチャック温度解除 
Ｍｊｕｄｇｅ  測定結果判定 

ＳＷＥＥＰオプション 
Ｉｄｖｄ＿ｓｇｌ  ＩＤ－ＶＤ Ｓｗｅｅｐ測定 
Ｉｄｖｄ＿ｍｌｔ  ＩＤ－ＶＤ Ｓｗｅｅｐ測定  ［ＧＡＴＥ  ＳＴＥＰ］ 
Ｉｄｖｇ＿ｓｇｌ  ＩＤ－ＶＧ Ｓｗｅｅｐ測定 
Ｃｖ＿ｓｗｅｅｐ  Ｃ－Ｖ Ｓｗｅｅｐ測定 

ＦＬＡＳＨオプション 
Ｗｒｉｔｅ１  書込みパルス－１ 
Ｗｒｉｔｅ２  書込みパルス－２ 
Ｗｒｉｔｅ３  書込みパルス－３ 
Ｗｒｉｔｅ４  書込みパルス－４ 
Ｗｒｉｔｅ５  書込みパルス－５ 
Ｗｒｉｔｅ６  書込みパルス－６ 
Ｅｒａｓｅ１  消去パルス－１ 
Ｅｒａｓｅ２  消去パルス－２ 
Ｅｒａｓｅ３  消去パルス－３ 
Ｅｒａｓｅ４  消去パルス－４ 
Ｅｒａｓｅ５  消去パルス－５ 
Ｅｒａｓｅ６  消去パルス－６ 
Ｅｒａｓｅ７  消去パルス－７ 
Ｅｒａｓｅ８  消去パルス－８ 
Ｒｅｐｅａｔ１  繰返しパルス－１ 
Ｒｅｐｅａｔ２  繰返しパルス－１ 
Ｒｅｔｅａｔ３  繰返しパルス－１ 
Ｆｉｎｉｔ１  初期化－１ 
Ｆｉｎｉｔ２  初期化－１ 
Ｆｉｎｉｔ３  初期化－１ 
Ｆｉｎｉｔ４  初期化－１ 
Ｆｄ＿ｓａｖｅ  ＦＬＡＳＨデータＳＡＶＥ 

 



 
ソフトウェアスペック 

アルゴリズム設定 
アルゴリズム数   １ ～ ２００ × １０グループ 
ノード数   １ ～ １０ 
ピン数    １ ～ １１ 
整数測定条件   １ ～ １０ 
実数測定条件   １ ～ ３０ 

ＴＥＧ設定 
測定項目数   最大２０００ 
判定値    ５レベル（各２重）＋無判定 

テストテーブル 
測定ＴＥＧ数   最大５００ 
測定項目数   最大２０００ 

テストプラン 
測定ＴＥＧ数   最大５００ 
測定項目数   最大２０００ 

プロービング設定 
ウェハサイズ   １．０ ～ ９９．０ 
チップサイズ   １．０ ～ ９９９９９．０ 
Ｘ／Ｙ方向チップ数  １ ～ ２５５ 
面内有効チップ数  １ ～ ３２７６７ 

測  定 
測定ウェハ枚数／ロット  １ ～ １００    プローバ仕様範囲内 
同時測定ロット数  １ ～ １００ 

 
 
 
 
動作環境 

コンピュータ   ９０００／７００シリーズコンピュータ 
メモリ    １２８Ｍｂｙｔｅ以上 
使用ディスクエリア  ５０Ｍｂｙｔｅ以上 
対応ＯＳ   ＨＰ－ＵＸ ９．Ｘ／１０．Ｘ 
    ＢＡＳＩＣ／ＵＸ ７．Ｘ／８．Ｘ 
対応テスター   ＨＰ４０６２ＵＸ，ＨＰ４０６２Ｆ，ＨＰ４０７１Ａ 

，ＨＰ４０７２Ａ，ＨＰ４０７３Ａ 
対応プローバ   ＴＥＬ，ＴＳＫ他 

ＴＳＫプローバはＴＳＫオリジナルコマンドモードおよび 
ＭＡＰＳ１１モードに対応します。 

その他    ４０６２，４０７０システムが正常に動作する環境 
バックアップ／供給メディア ＤＡＴ 

 
 
 
 



 

 



 
サポート、保証 
ＭＡＰＳ１１は納入時のインストール／動作確認、及びトレーニングを行うとともに、納入後１年間のソフトウ

ェアに対する保証を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先 
 

フィルテック株式会社 
〒５７３－００２３  大阪府枚方市東田宮１－１１－１ 
ＴＥＬ ： ０７２－８４５－２８３５ 
ＦＡＸ ： ０７２－８４５－２８４５ 
Ｅｍａｉｌ ： maps@philtec.co.jp 

mailto:maps@philtec.co.jp
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